
 

国家标准《波片相位延迟测量装置的校准方法》 

编制说明（征求意见稿） 

一、工作简况，包括任务来源、制订背景、起草过程 

1．任务来源 

该任务是根据国标委发【2025】34号《国家标准化管理委员会关于下达 2025年第六批推荐

性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知的通知》的要求，计划编号：20252502-T-604，任

务名称：波片相位延迟测量装置的校准方法，主要起草单位：中国计量大学等，要求在 2026 年

10月完成修订。 

2、制订背景 

根据国家标准化管理委员会文件《关于开展 2024 年推荐性国家标准复审工作的通知》要求，

对相关国家标准提出修订。 

本文件代替 GB/T 26827-2011《波片相位延迟测量装置的校准方法》于 2011 年 7 月 29 日发

布，2011 年 12 月 1 日实施，距今已近 15 年，该标准的相关术语和定义、概述、校准环境条件

及设备、校准方法和数据处理发生了重大变化。为了与各相关国家标准同步，适应产品的发展，

需尽快修订国家标准 GB/T 26827-2011。 

本次修订将有利于我国光学仪器产品质量的提升、统一光学系统像质的测试方法，与相关国

内和国际标准接轨，有利于标准波片及波片产品的出口创汇。同时对全面提升我国标准波片及波

片产品质量、拓展国际市场有着重要的积极意义。 

3．主要工作过程 

起草阶段：2026 年 1 月底，全国光学和光子学标准化技术委员会（以下简称全国光标委）

组织成立本项目标准起草工作组，工作组由中国计量大学、山东大学、北京镭测科技有限公司、

苏州瑞霏光电科技有限公司、江西省检验检测认证总院计量科学研究院、上海理工大学等单位的

专家组成，中国计量大学担任主要起草工作。工作组通过对国内标准波片及波片产品调研和对国

外同类产品资料的分析研究，参考了相关的行业标准、国家标准、国家计量技术规范和生产相关

产品的企业标准，并顾及到标准波片及波片产品的技术发展趋势，在此基础上，起草工作组于

2026年 3月 2日完成了本标准的讨论稿。2026年 3月 27日，全国光标委召开了起草工作组线上

视频讨论会议。起草工作组专家对该标准讨论稿进行了充分的讨论，确认了标准编制原则和主要

内容，并提出了修改意见。会后，起草单位对工作组讨论稿进行了修改，形成了本标准征求意见

稿。 

4．主要参加单位和起草人及其所做的工作等 

中国计量大学、山东大学、北京镭测科技有限公司、苏州瑞霏光电科技有限公司、江西省检



 

验检测认证总院计量科学研究院、西安应用光学研究所、苏州厚朴传感科技有限公司、上海理工

大学、南京凯视迈科技有限公司、苏州慧利仪器有限责任公司、宁波永新光学股份有限公司、南

京江南永新光学有限公司、麦克奥迪实业集团有限公司、广州市明美光电技术有限公司、上海光

学仪器研究所、深圳市爱科学教育科技有限公司、北方夜视技术股份有限公司共同负责起草。 

本标准主要起草人及承担工作见表 1。 

表 1   

 

二、国家标准编制原则、主要内容及其确定依据，修订国家标准时，还包括修订前后技术内容

对比 

1.标准的编制原则 

1）本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草

规则》给出的要求起草。 

2）本标准为修订 GB/T 26827-2011《波片相位延迟测量装置的校准方法》。 

3) 本标准规范性引用文件的版本应为最新版本。 

4）为了利于标准的理解，本标准适当采用文字表述、图表和注的形式，尽可能清楚和简

练，保证标准的适用性。 

2.标准主要内容 

本标准为修订GB/T 26827-2011《波片相位延迟测量装置的校准方法》。其主要内容规定了

波片相位延迟测量装置的术语和定义、概述、校准环境条件及设备、校准方法和数据处理。 

本文件代替GB/T 26827-2011《波片相位延迟测量装置的校准方法》。与GB/T 26827-2011

相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下： 

——更改了范围（见第1章，见2011年版的第1章）； 

——删除了术语和定义（见2011年版的3.1、3.2、3.3）； 

主要起草人 承担任务 

占春连、刘维新、徐玲、万新军、

虞惠霞 
主要起草，承担了本标准的主要起草任务 

王雷、周东平、张薇、崔远驰、

韩森、崔志英、姚晨、陈木旺、

张春旺 

组织协调标准编制工作；协助起草、试验验证，从标准化

角度对标准草案进行完善。 

冯琼辉、张前、李耀斌、杨哲霖、

赵恒、尹琳、赵天琦 

协助起草，收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合

实际应用经验，对标准技术内容进行归纳、总结。 



 

——增加了概述（见第4章）； 

——删除了测量原理（见2011年版第4章）； 

——更改了实验条件（见5.1，见2011年版的6.1.1）； 

——增加了仪器设备（见5.2）；  

——更改了校准方法（见7.1，见2011年版的附录A.1.2）； 

——更改了校准装置（见7.2，见2011年版的附录A.1.1）； 

——更改了校准步骤（见6.1，见2011年版的6.1.3）； 

——删除了校准步骤（见2011年版6.1.3.3）； 

——增加了数据处理（见8.3）； 

——更改了附录A内容（见附录A，见2011年版附录A）； 

——删除了附录A.1（见2011年版的附录A.1.1）； 

——更改了晶体石英最大双折射率计算用表（见A.3，见2011年版的6.1.3.3）； 

——增加了附录B。 


